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我々は、2 台の光コムを用いるデュアルコム分光法(DCS)を固体物性評価に応用し[1]、試料の群

屈折率や厚みを精密に評価する新規計測手法を確立してきた[2]。さらに一般の光学材料やデバイ

スの設計を考えると、位相屈折率の測定は重要である。本研究では、ステップ状試料を用いるこ

とにより、群屈折率と厚みだけではなく、固体試料の位相屈折率も同時に評価することが可能な

精密計測手法の実現を目指した。 

式 1 に示すように、位相屈折率 n(ω) を取得するためには、DCS 測定で得られた位相スペクト

ル φDCS(ω) のアンラップにより、オフセット 2πN を求めて整数次 N を決定することが重要であ

る。これまで本手法では、位相スペクトルを線形フィットすることによりオフセットを求めてき

たが、一般的に固体物質は分散を持っているため、その影響でシフトが生じてしまうという課題

があった。そこで本研究では、図 1(b)に示すようにステップ状の薄い試料を段階的に利用して、

オフセットを決定する方法を開発した。図 1(c)に、DCS 測定によって、試料の step5 と step4 にお

いて取得したインターフェログラムを示す。大きな信号の他にエコー信号が取得でき、段差から

の信号が取得できていることがわかる。これらの信号のフーリエ変換から得られた位相スペクト

ルの差を取ることで整数次をある範囲で決定できる。同様の測定を複数の段に対して段階的に行

うことによって、高精度にオフセットを決定することができる。本研究は、JST, ERATO 美濃島知

的光シンセサイザプロジェクト(JPMJER1304)の助成を受けて実施された。 

            n(ω) = nair + c
Lω

(φDCS(ω) + 2 πN)                式 1 

 
図 1(a) 位相屈折率評価の概念図 (b) ステップ状試料 (c) step5 と step4 での測定インターフェログラム(IGM) 
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